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הנדסת חומרים





שם הקורס: שיטות מתקדמות של אפיון פגמי מבנה


מס' הקורס:365-2-6955 








נקודות זכות:3


ECTS: 4.5


שנה אקדמית: 2012-2013


סמסטר:אביב


 שעות: 3 שעות הרצאה יום ? 13:00-16:00


מיקום: TBA


שפת הוראה:עברית (השקפים בהרצאות באנגלית)


תואר:שני ושלישי


איפיון הקורס:קורס בחירה לסטודנטים לתארים מתקדמים בהנדסת חומרים


דיסציפלינה: הנדסת חומרים


מחלקה אחראית: הנדסת חומרים


דרישות קדם:על הסטודנט חובה להשלים עם ציון עובר קורס אפיון חומרים (מספר קורס 365-1-3471) בתואר הראשון


מפתח הציונים: ציון יקבעו על פי סולם של 0-100, כאשר 65 הינו ציון עובר בקורס (100 – הצטיינות, 0-כשלון). 





שם המרצה: מרצה ד"ר לואיזה משי


פרטי קשר מרצה מקבלת בחדר 111 בניין 59


טלפון במשרד: מרצה 08-6472576; 


דוא"ל:  Louisa@bgu.ac.il


שעות קבלה: יום ב 12-14





הערכת הקורס: בסיומו של הקורס הסטודנטים יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי האוניברסיטה באמצעות סקר איכות  הוראה.


אישור הקורס: הקורס אושר על ידי ועדת הוראה פקולטית עבור 2012-2013


עדכון אחרון: התאריך האחרון בו עודכן הסילבוס 1/2013











תיאור הקורס:


מטרות וייעדי הקורס: הקורס מקנה כלים לאפיון של פגמים דו ותלת מימדיים באמצעות שני שיטות מחקר עיקריות דיפרקציית קרני X ומיקרוסקופיה אלקטרונית חודרת. המטרה העיקרית של הקורס לגרום לכך שסטודנטים יהיו עם הבנה עמוקה של שתי השיטות למטרת יישום של אפיון פגמים ושיוכלו להיות מסוגלים לבחור שיטת אפיון פגמים מתאימה ביותר ויידעו איך לגשת לבעיה זו.





תשומות למידה:


עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:


להגדיר את היתרונות וחסרונות של שיטות מיקרוסקופיה אלקטרונית חודרת TEM מול דיפרקציית קרני X ;


לזהות פאזות ומבנים באמצעות שני השיטות;


לתאר את השפעת הפגמים על דיפרקטוגרמת קרני X;


לחשב את שיעור הפגמים באמצעות דיפרקציית קרני X;


לזהות את סיבת הרחבת פיקים בדיפרקציית קרני X;


לזהות ולתאר שיטות לאפיון של פגמים תלת מימדיים באמצעות   TEM(משגעי הערמה, תאומים, מתבדלים קוהרנטיים);


לזהות ולתאר שיטות לאפיון של פגמים דו מימדיים באמצעות TEM (נקעים);


לבנות השלכה סטראוגרפית מצומדת לחקר יחסי אוריינטציה.








נהלי נוכחות: מצופה מהסטודנטים להיות נוכחים ב100% של אבל נוכחות לא תבדק רשמית. 


 אופן  ההוראה: קורס כולל 3 שעות הרצאה פרונטליות (בשבוע). 





הערכת הסטדונטים בקורס: הציון הסופי מורכב מ:


עבודה במהלך סמסטר (הצגה) 40%


מבחן מסכם 60%





		100%











מטלות הקורס:


בקורס תהיה עבודה עם חובת הגשה.


הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש לבצע עבודה וכיום שלם (מינימום) להתכוננות למבחן המסכם.





תוכן הקורס/ מבנה הקורס


מבוא – מה הם פגמי מבנה  – 1 שבוע;


אפיון פגמים באמצעות דיפרקציית קרני X – 4 שבועות


אפיון פגמים באמצעות מיקרוסקופיה אלקטרונית – 6 שבועות


סיכום והשוואת 2 שיטות למטרת אפיון פגמים – 1 שבוע


סה"כ 12 שבועות. 


רשימת קריאה:


1) Edington Jeffrey William, "Practical Electron Microscopy in Materials Science", Van Nostrand Reinhold Co., (1976)


2) Suryanarayana C., Grant Norton M., "X-Ray Diffraction: A Practical Approach", New York, Plenum Press, (1998)


3)� HYPERLINK "http://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Snyder%22" �Snyder� Robert L., � HYPERLINK "http://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jaroslav+Fiala%22" �Fiala� Jaroslav, Bunge � HYPERLINK "http://www.google.co.il/search?hl=iw&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+Joachim+Bunge%22" �Hans Joachim, � "Defect and Microstructure Analysis by Diffraction", Oxford University Press, (1999)





*כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג
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